BAB 1V

METODOLDGI PENEL.ITIAN

Iv.i. SUMBER DATA DAN JENIS DATA

Sumber data yang diperlukan untuk mepcari ketebalan
lapisan lapuk adalah merupakan suatu data pﬁimer, yaitu
berdasarkan pada pengamatan langsung di lapangan: pada
monitor record hasil Survey WZ dan sufvey Refraksi. Adapun
operasi survey WZ dan survey Refraksi dapat dilihat pada
bab II.S5.

Bersamaan  dengan peledakan source (dinamit),
dilakukan pengamatan langsung pada monitor record untuk
mendapatkan atau memperoleh data lapanggn {raw data) dari
hasil survey WZ dan survey Refraksi tersebut. Setelah raw
data hasil dari survey WZ dan survey Refraksi diperoleh,
kemudian dilanjutkan dengan survey Refraksi saja, untuk
mendapatkan raw data/data lapangan, yang akan diperliukan
untuk'membantu dalam mencari kefebalan Wz (Dw). Seperti
pada survey WZ dan survey Refraksi, bersamaan dengan
peledakan source (dinamit); dilakukan pengamatan langsung
pada monitor record, untuk mendapatkan raw data (data
lapangan) dari hasil survey Refraksi.

Sistim pelaksanaah survey WZ dan survey Refraksi
diatur sedemikian rupa yang parameternya telah dibuat oleb
Pertamina dan Elpusa . Parameter pelaksanaannya adalah

sebagai berikut (1ihat bab III.5.) =
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Dari hasil survey WIZ dgn refraksi diperoleh raw _data
(data lapangan) yang mempunyai fungsi waktu (time) dan Jjarak
({distance). i
Setelah data lapangan diperoleh mulai dilaksanakan
pengerjiaan dalam menentukan ketebalan lapisan lapuk.

Dengan mengetahui besar waktu tiap—-tiap receiver pada
jarak vyang sesuai paraﬁeter, maka dibuat T—-X Curve dengan
cara ploting pada kertas grafik .

Pari hasil ploting T-X curve, diiakukan pengerjaan
perhitungan dengan menggunakan metode refraksi dan akan

diperoleh beberapa jenis data vyang digunakan untuk

menghitung ketebalan lapisan lapuk.

Jenis-jen%s data tersebut adalah :

1. Ti (Time Intercept)
Intercept  time adalab titik potong kurva velocity
travel time (slope 1/Vn) #enganﬁsumbu waktu pada T-X
Curve. dJadi (Ti)n disebut intercept time untuk n
lapisan.

2. Data Kecepatan (V)
Yaitu besarnya harga kecepatan pada tiap—-tiap lapisan,
yang didapatkan dari jarak dibagi oleh waktu pada T-X

Curve. Kecepatan tersebut adalah sebagai perikut :

V1 = kecepatan pada lapisan 1
V2 = kecepatan péda lapisan 2
V3 = kecepatan pada lapisan 3
V4 = kecepatan pada lapisaﬁﬁﬁ
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3. Data Waktu Lapisan WZI (Tw)
Yaitu besarnya harga waktu lapisan WZ pada tiap-tiap
lapisan, vang diperoleh dari hasil perhitungan
refraksi. Perhitungan (Tw)n berdasarkan pada harga
(Ti)n dan Vn pada masing-masing lapisan.

Waktu lapisan WZ tersebut adalah

Twl = waktu lapisan WZ1
Tw2 = waktu lapisan WZiZ
Tw3 = waktu lapisan WZ3

Twil+Tw2+Tw3 = waktu lapisan WZI (Tw)

4. Data Ketebalan lapisan WZI (Dw)
Yaitu besarnya harga ketebalan pada tiap-tiap lapisan,
vang diperocleh dafi hasil perhitungan refraksi.
Perhitungan (Dw)n berdasarkan ﬁada besarnya harga (Tw)n
dan hargsa Vn.

Adapun ketebalan lapisan WZ tersebut adalah

Dwl = ketebalan lapisan WZ1
Dw2 = ketebalan lapisan WZi2Z
Du3 = ketebalan lapisan WZ3

Dwl+Dw2+Du3 = kgtebalan lapisan WZ (Dw)
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1V.2. METODE PENGOLAHAN

Metode pengolahan data yang digunakan adélah metode
seismik reffaksi. Di dalam menafsirkan afau menéntukan
besarnya harga ketsbalan lapisan lapuk dikerjakan secara

bertabap.

IV.2.1. TAHAP AWAL  (PENGUMPULAN DATA)

Tahap pengumpulan data dikerjakan sebelum dilakukan

pengolahan data. Yaitu dengan melaksanakan survey WZI pada

daerah yang akan disglidiki. RPada survey WZ dan refraksi
ini dilakukan pengamatan langsung pada monitor record,
yang kemudian diperoleh raw data. Yaitu data vyang masih

mentah, yang nantinya akan diolah pada tahap berikutnya.

IV.2.2. TAHAP KELANJUTAN (PENGOLAHAN DATA)

Setelah didapatkan data lapangan (raw data), maka
dikerjakan pengolahan data lapangan. Metode yang dipakai
di sini adalah metode seismik refraksi, yaitu dengan
menggunakan perhitungan metode MULTI*LAYER:i

adapun langkah-langkah perhitungan dengan metode

MULTI-LAYER adalah sebagai berikut @

'‘A. Dari raw data yang mempunyai fungsi waktu (second) dan

jarak {(m), dikerjakan ploting - pada kertas grafik.
Jumlah geophone {(dari 1-24) dengan jarak vyang telah

ditentukan parameternya merupakan fungsi Jjarak (m).

Tiap-tiap geophone (dari 1-24) mempunyai harga waktu

yvang berbeda-beda. Dengan mengetahui besarnya harga
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wak tu pada tiap-tiap geophone (1 s/d 24) maka

‘dikerjakan ploting pada kertas graftfik . Ploting

Ti3
Tiz
Tid.

dikerjakan keseluruhan pada semua lintasan vyang akan

diselidiki.

Setelah dikerjakan ploting, kemudian dibuat garis pada
setiap titik-titik yang hampir linier pada garis
tersebut.

Dari ploting raw data hasil survey WZ dan refraksi,
ditarik garis sebanyak empat garis, yang nantinya akan
terlihat bentuk lapisan—lapisan tanabh, dengan

mengetahui setiap perpotongan garis—garis tersebut.

B.i. Untuk WZ dan refraksi

Pada gambar 11, menunjukkan T-X Curve untuk WZ dan

refraksi.

X

T-X CURVE UNTUK WZ DAN REFRAKSI
GAMBAR 11.
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" Perpotongan slope dengan garis time diperoleh

?erpotongan slope dengan garis time diperoleh

dengan haris time diperoleh

4r4<ré<r4
> Wl W

Perpotongan slope

Harga (Ti)n dapat diketahui langsung dengan

perpotongan slope %Hdengan time, vang disebut

intercep.

Dari T-X Curve untuk survey WZ dan Refraksi, dapsat

harga Vn (kecepatan pada lapisan n).

. jarask (XD m
' . waktu

1. V1 diperocleh dengan

et
=
~
)]

o . jarak (X) m
2. V2 diperoleh dengan : (oS Ty g

3. V3 diperoleh dengan : Jjarak (X) m
waktu (T) s

‘ ] ‘jarak (X) m
4. V4 diperoleh dendan : [ 3TI(TY s

VB.Z. Untuk Refrak;i

Ti1
Ti2
Ti3

melihat

time

dieari

?ada'gambar 12, menunjuvkkan T-X Curve untuk refraksi.

T
1/V1 ' Vw

/ ope 1/V2

Tit

GAMBAR 12. T-X CURVE UNTUK REFRAKSI
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Pada survey refraksi saja, pada T-X Curve hanya

1l

diperoleh : Til time intercept

vz = kecepatan pada_lapisan 2
Pada gambar 12, harga V1 pada slope %T di sebelah kanan

dan kiri dicari dengaﬁ menggunakan interpolasi antar T—X
Curve (WZ dan Refraksi) yang catu dengan T-X Curve (WZ
dan Refraksi) yang lain dalam satu lintasan seismik.

Begitu juga untuk harga V1 di sebelah kanan pada T-X Curve
{WZ dan Reffaksif gambar 11, bharga Vi diperoleh dengan
interpolasi pada.slope i—u Untuk jelasn?a 1ihat gambar 13

Vi

di bawah ini.

1004 e __._1051
p—_ p—
WZ & REF REF (3X) WZ & REF
(3 TT) (2 TT) (3 TT)
GAMBAR 13.

INTERPOLASI PADA T-X CURVE DALAM MENENTUKAN Vn

Dari SP1001 sampai SP1051 : ada 50 titik.

Misal : Pada SP1001 diperoleh Vw. = g_?—z- - 40 m/s
R SDw
Pada SP1051i diperoleh Vw = g=— = 50 m/s
STw
Jadi selisih Vw pada SP10O31 = (50-40) m/s = 10 m/s
Sehingga increament tiap titik adalah = %g- = 0,2

Akhirnya dengan interpolasi tersebut tiap titik SP, harga

Vn dapat diketahui . SP 1001 = 40,0 m/s
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gP 1002 = 40,0 + 0,2 = 40,2 m/s

éP 1003 = 40,0 + 0,2 + 0,2 = 40,4 m/s

SPp 1004 = 40,0 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 40,6 m/s
é dst

sP 1051 = 50,0 m/s

Dan . seterusnya untuk pencayrian kecepatan vyang belum

diketahui

pada satu lintasan seismik, dicari dengan

perhitungan interpolasi.

Dari T—X Curve untuk survey wZ dan Refraksi dapat

disimpulkan bahwa diperoleh data : (Ti)n = time'intercept

dan VYn =

kecepatan pada lapisan ke n.

C. Menentukan Naktu Lapisan WZ (Tw} dan Ketebalan Lapisan

Weathering (Dw).

Setelah data Tin dan Vn tersebut di atas diketahui,

maka dilakukan/dikerjakan perhitungan untuk menentukan :

1. Twi
TwZ
T3
2. Dwl
Dw2
D3
3. Twl
4, Dwl

(waktu pada lapisan 1)
(waktu pada lapisan 2)

(waktu pada lapisan 3)
{ketebalan pada lapisan 1)
{ketebalan pada lapisan Z)

(ketebalan pada lapisan 3)

besarnya harga waktu lapisan WZ

n

+ TW2 + TW3

+. Dw2 + Dws besarnya harga ketebalan lapisan WZ
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Multi-~layer, adalah sebagai berikut

Untuk 1 laver

Ly 2.H) mZ 2
Til = 5youm | V2Tl

HL = Til.Viwva

2 Juztvi?
HL _ Til.V2
():—1- = Twl =

2 Jvziyi®

Twl = Til

2 [ (8

; 2m

Fada survey WI dan fefraksi ini T charge = U1

sphingga, . -
Twi = { Til + T charge 3 second

2 ]—1*(—3—;—2

Dan ketebalan lapisan WZI1l adalah :

Dwi = ¢ Twl # V1 ) meter

Adapun perbitungan mericari 5Tw dan 8Dw dengan metode

Vi

/ : 1/V2
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b. Untuk 2 layer

2.H2 z_ . 2 2. H1 [ yaz 2
Ti2 = Frgz | V- V2 ¢ Srys V- Vi
HZ _
W = Tw2
Tw2 = ( Ti2 - 2,Tw1.j 1-( ) ) 1
. 2 ‘[1 rVZ 2
Pada survey WZ dan Refraksi ini, T charge = %%

sehingga,

Tw2 = {( TiZ + T charge )-( z.Tw1.I 1—-( L)

zh—( 5

dan ketebalan lapisan WZZ adalah :

Dﬁz = ( Tw2 x V2 ) meter

H1 71
’l‘
H2 va
| .
V3
Tio
T4 1
X
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. Untuk 3 laver

.o _ 2.H3 I 2_, =2 2.H1 [vaz_yi2 2.H2 [ ya2_yn?
Ti3d = U VA v4--v3 + VI.VE 4 v4©-y1 + VZ.V4 4V4 \

I

3
Pada survey Wz dan Refraksi ini T charge = %%

sehingga,

-

Tw3 = {[TiS + T charge]— [( 2.Twi. i- [:—‘1}-)2 } +

+ [ 2.Tw2. Ir-ffzjz }3} X 1 second
V4 2-[;:—:255

dan ketebalan lapisan WI3 adalah :

Dw3d = ( Tw3 %x V3 ) meter

H1 '
H2
| V2
- H3
1//V1 ' LB
' V4
;o o1/ve  1/V3
A
/
,IL/'
Tid |7
R
Tig /
/
T
X
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Jadi waktu lapisan WZ, adalah :

Tw = STw = ( Twl + Tw2 + Twd ) second

dan ketebalan lapisan lapuk adalah :

Dw = SDw = ( Dwl + Dw2 + Dw3 } meter

Catatah :
a. Dwl = V1 x Twil
_ H1
Dwl = V1 % VEN

maka, Dwl H1

b. Dw2 = V2 x Tw2

H2

Dw2 V2 x \—,-2—

it

maka, Dw2 = HZ2

c. Dw3d = U3 x Tw3
T H3
Dw3d = V3 x U3

11

maka, Dw3 H3
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